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Spesob pomiaru rzeczywistej powierzehni styku

L

Dzieczina techniki. Przedmiotem wymnalazku jest
spcséb pomiaru rzeczywistej powierzchni styku,
zwlaszeza dwéch stylkajacych sie powierzchni plas-
kich. '

Stan techniki. Znane s3 z publikacji pt. ,Mier-
nictwo elektroniczne w perspekiywie rozwojowej”
praca zbiorowa pod kierunkiem Zdzislawa Kar-
kowskiego, WKZ, sposoby pomiaru wielkosci nie-
elektrycznych na przyklad powierzchni metodami
elektrycznymi, ktére polegaja na niejednoczesnym
poréwnaniu wielkosci badanej i wielkosci wzorco-
wej i uzyskaniu na wyjsciu obwodu poréwnujacego
elektrycznego sygnatu pomiarowego, proporcjonal-
nego do rézmicy lub stosunku wielkosci poréwny-
walnych. Podczas pomiaru elektryczny sygnal po-
miarowy zalezy tylko od wielko$ci mierzonej czyli
podlega w ukladzie elektronicznym przeksztalceniu.
W czasie dzialania miernika wielkosci wzorcowej
dokonuje si¢ jego skalowania, a nastepnie pomiaru
wielkesci mierzone].

Wadg takich pomiaréw jest konieczno$é przepro-
wadzania operacji skalowania na mierniku wiel-
kosci wzorcowej, co wydluza czas pomiaru oraz
stwarza mozliwosé powstania bledu wskutek nie-
jednoczesnego poréwnania wielkosci wzorcowej
i mierzonej.

Dotychczas znane metody wyznaczania rzeczy-
wistej powierzchni styku stykajacych sie ciat o po-
wierzchniach plaskich, stanowigcych przewodniki
elektryczme na przyklad metale, polegaja na bez-
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posrednim pomiarze elektrycznym oporu kmmtakto-
wego miedzy stykajacymi sie ciatami.

Do pomiaru rzeczywistej powierzchini styku po-
miedzy dwoma cialami, gdy jedno z nich jest
przezroczyste, stosowany jest sposéb irterferencii
optyczneéj, ktéry polega ma tym, ze gladka przezro-
czystg plyte umieszcza si¢ na polerowanej powierz-
chni i wywoluje sie zjaw1sko interferencji optycz-
nej na wobszarze styku. Uzyskane interferogramy
pozwalajg fierzyé  grubosé warstwy powietrza
znajdujgcego sie¢ pomiedzy badanymi powierzchnia-
mi oraz rzeczywist powierzchnie styku.

Wady tych sposobé6w jest to, ze wyznaczanie
rzeczywistej powierzchni styku ograniczone jest
tylko dla cial o okreflonych wlhasnoéciach to jest
poprzez. zimsadne i pracochlonne pomiary elektrycz-
nego oporu kontaktowego dla metali poprzez zja-
wisko interferencji optyczneJ dla materialéow prze-
zroczystych

Istota wynalazku Sposb‘b zgodnie z wynalazkiem
polega na tym, ze mierzy sie prad plynacy przez
prébke wzorcows umieszczong pomiedzy pierwsza
elektrody polaczona ze Zr6édlem pradowym i drugag
elektrodq polgczong z uziemionym zaciskiem do
-uziemionego zacisku, nastepnie pomiedzy pierwszy
elektrodg i drugg elektrodq umieszcza sie¢ prébke
badang i mierzy sie prad plynacy przez pierwsza
elektrode w obwodzie zamkmnietym, oraz prad pty-
nqcy przez probke badang do uziemionego zacisku
i ze stosunku pradu plymacego przez prébke ba-



v S
i KT EAEA

130 267

3

dang do pradu plymacego przez prébke wzorcows
wyznacza sie rzeczywista powierzchnie styku do
powierzchni nominalnej prébki badanej.

Korzystne jest jesli -prébka wzorcowa ma po-
wierzchnie styku wypelnione materialem wigzg-
cym o dobrym elektrycznym przewodnictwie wlas-
ciwym.

Korzystne skutki techniczne wynalazku. Sposob
wedlug wymnalazku umozliwia pomiar rzeczywistej
powierzchni styku dla elementéw wykonanych
z materiatéw o réznych wiasnosciach, zwlaszeza
przy pomiarach seryjnych na przykiad w kontroli
technicznej. Dzieki pomianowi wielkosci wzorcowe]
a nastepnie wielkosci mierzonej i wyznaczeniu na
ich podstawie stosunku tych wielkosci, ktéry
okresla wzgledng powierzchnie styku, uniezalez-
niono sie podezas pomiaru od warunkéw zew-
netrznych.

Obja$nienie rysunku. Spos6b wediug wymalazku
jest blizej objasniony w oparciu o rysunek pozwa-
lajacy lepiej zrozumieé proces jego stosowania,
ktéry na fig. 1 przedstawia uklad do pomiaru rze-
czywiste] powierzchni styku, za$ na fig. 2 — prébke
wazorcowg umieszczong pomiedzy elektrodami.

Przyklad wykonania. Jak uwidoczniono na fig 1
rysunku, uklad pomiarowy sklada sie ze Zrédia
pradowego 1, w obwé6d ktérego wilgczone sg sze-
regowo amperomierz 2, elektroda 3 i ampero-
mierz 4. Pomiedzy elektrodg 3 a elektroda 5 umiesz-
czona jest prébka wzorcowa 6 lub prébka bada-
na 7. Ponadto, elektroda 5 polgczona jest poprzez
amperomierz 8 z uziemionym zaciskiem z.

Na figurze 2 rysunku, przedstawiono probke
wzorcows 6 umieszezona pomiedzy elektrodami
3 i 5 o powierzchniach pomiarowych styku wypel-
nionych materiatem wigzacym 9 stanowigcym paste
grafitowa.

Po wigczeniu zrédia pradowego 1, prad Io poply-
nie ze Zrédla 1 poprzez amperomierz 2, elektrode 3.
przy czym przy przejsciu przez elektrode 3 prad Io
rozgalezia sie na prad Io’, ktéry plynie przez ampe-
romierz 4 do Zrédia 1 oraz ma prad Iz przeplywa-
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jacy przez prébke wzorcows 6, elektrode 5, ampe-
romierz 8 do uziemionego zacisku z.

Prad Iz plynacy przez probke wzorcows 6 wyzna-
cza sie bezposrednio przez pomiar amperomierzem
8, lub tez wyznacza sie wedlug pierwszego prawa
Kirchhoffa jako r6znice pradéw wskazywanych
przez amperomierze 2 i 4, to jest zgodnie z zalez-
noscig Iz = Io —Io’.

Nastepnie pomiedzy elektrodg 3 i elektrodsy 5
umieszcza sie prébke badang 7 i mierzy sie prgd’
Iz' plyngcy przez prébke badang 7 do uziemionego
zacisku z, lub tez wyznacza sie z pierwszego prawa
Kirchhoffa jako r6znice pradéw wskazywanych
przez amperomierze 2 i 4, to jest zgodnie z zalei-
nosciy Iz’ =Io —1Io’.

Ze stosunku pradu Iz’ plyngcego przez prébke
badang 7 do pradu Iz plyngcego przez prébke wzor-
cowa 6 wyznacza sie rzeczywista powierzchnie sty-
ku do powierzchni nominalnej prébki wzorcowej 6.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b pomiaru rzeczywistej powierzchni sty-
ku, zwlasacza dwoéch stykajacych sie powierzchni
plaskich, polegajacy na miejednoczesnym poréwna-
niu wielkosci mierzonej i wielkosci wzorcowej,
znamienny tym, Ze mierzy sie prad (Iz) plyngcy
przez prObke wzorcows (6) umieszczong pomiedzy
pierwszg elektroda (3) polgczong ze Zrodlem pra-
dowym (1) i drugy elektrodg (5) polgczong z uzie-
mionym zaciskiem (z), do uziemionego zacisku (z),
nastepnie pomiedzy pierwsza elektroda (3) i drugg
elektrodg (5) umieszcza® sie probke badang (7)
i mierzy sie prad (Iz’) plynacy przez probke badang
(7) do uziemionego zacisku (z) i ze stosunku pradu
(Iz’) plynacego przez prébke badang (7) do pradu
(Iz) ptyngcego przez prébke wzorcowsy (6) wyzna-
cza sig rzeczywistg powierzchnie styku do powierz-
chni nominalnej prébki wzorcowej (6).

2. Sposdb wedlug zastrz. 1. znamienny tym, ze
prébka wzorcowa (6) ma powierzchnie styku wy-
pelnione materiatem wigzgcym (9) o dobrym elek-
trycznym przewodnictwie wlasciwym.

FIG 2
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